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摘要(译)

本发明涉及经修饰以促进纳米孔装置中的检测的靶分子。本发明进一步
涉及使用纳米孔装置检测这种修饰的靶分子的方法。它还公开了使用这
种修饰的靶分子来跟踪和验证药物，化学或生物产物以及测量包含修饰
的靶分子的样品的各种条件的方法。
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